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FÉLÉVBEOSZTÁS, TÉMÁK
	Időpont
	Előadó
	Téma

	02.7. Sz
EA1
	Mizsei
	Elektronika, mikroelektronika, nanoelektronika: fejlődéstörténet

	02.14. Sz
EA2
	Mizsei

	Nanoelektronikai eszközök, termikus elektronikai áramkörök

	02.16. P
EA3
	Gyulai
	Elektronikai rendszerek előállításának fizikai, kémiai és nano-technológiai megközelítése, az előállítási folyamatok áttekintése és csoportosítása.

	02.21. Sz
EA4
	Bonyár
	Bevezetés - a fizikai tulajdonságok megváltozása a nano méretskálán

	02.28. Sz
EA5
	Gyulai
	Egykristályok előállítása. Epitaxiális rétegnövesztés, oxidnövesztés, kémiai rétegleválasztás, diffúzió, ionimplantáció.

	03.02. P
GY1
	Mizsei

	Félvezető labor látogatás, valamennyi technológiai berendezés részletes megismerése.

	03.07. Sz
EA6
	Bonyár
	Nano anyagok előállítási technológiái - I.


	03.10. Szo (16. P helyett)
EA7
	Bonyár
	Előállítási technológiák II. - Nanolitográfia

	03.14. Sz
EA8
	Mizsei
	Az arányos méretcsökkentés számszerű következményei a mikroelektronikában,  nanoelektronikában



	03.21. Sz
EA9
	Mizsei
	A méretcsökkentés következtében fellépő fizikai jelenségek, elektronikus eszközökben és áramkörökben, a másodlagos hatások (kvantumos, termikus…) erősödése és befolyása az eszközök és áramkörök jellemzőire.

	03.28. Sz
EA10
	Bonyár
	A szén allotróp módosulatai és alkalmazásuk- I.



	04.11. Sz

EA11
	Bonyár
	Szén allotróp – II

	04.18. Sz
EA13
	Bonyár
	AFM-es eljárások

	04.20. P

EA12
	Poppe
	Kvantumvölgyes szerkezetek és azok gyakorlati alkalmazásai (pl. LED-ek). A nanotechnológia alkalmazása a klasszikus félvezető eszközök thermal management-jében. Szimuláció fontossága a nanoelektronikában, részecske dinamika elvén működő szimulációs módszerek áttekintése.



	04.25. Sz
GY2
	Mizsei
	Félvezetők felületi viszonyai. A felületi potenciálgát és a felületi töltéssűrűségek kapcsolata. A felületi viszonyok különféle adalékolás és felületi állapotsűrűségek esetén. C-V méréstechnika

	05.02. Sz

	Mizsei
	Zárthelyi

	05.04. P
EA14
	Bonyár
	A nanométeres tartományában alkalmazható vizsgálati és megjelenítési módszerek: pásztázó felületvizsgálati eljárások (AFM, STM, KFM, NSOM).

	05.09. Sz
GY3
	Bonyár 
	Pásztázó szondás mérési módszerek technikáinak bemutatása, az alagútmikroszkópia és atomerő-mikroszkópia gyakorlati alapjai. AFM-es képek kiértékelése, feldolgozása (pl. szintezés, műtermék szűrés stb.) 

	05.16. Sz

GY4
	Bonyár
	Haladó pásztázó szondás módszerek (EFM, MFM, KFM, SNOM, SCM, litográfia stb.) bemutatása.

	05.18. P.


	Mizsei
	Pót ZH. 

	
	
	


